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FI216 - Topicos de Fisica Experimental - Técnicas Experimentais Avancadas de Fisica de Superficies

Turma A

Créditos 2

Horario Quinta - 14h as 16h na sala IF11
Docentes Abner de Siervo e Richard Landers

Ementa: Introducdo: do sélido a superficie. Instrumentacdo de ultra-alto vacuo. Espectroscopia de elétrons e analise quimica. Adsor¢ao, desor¢ao e
reagdo quimica. Estrutura atomica de superficie. Estrutura eletronica de superficies.

Obijetivos: Esta disciplina tem o objetivo de introduzir as principais técnicas de estudo de superficies abordando aspectos fundamentais e aplicagoes.
Em particular sera dado enfase as espectroscopias baseadas na emissao de elétrons (fotoemissao e recombinagdo Auger: XPS (Espectroscopia de
fotoemissao), AES (Espectroscopia de elétrons Auger), ARPES (Angle Resolved Photoelectron Spectroscopy). Sera dado enfase ao estudo da estrutura
eletronica de materiais. O curso também abordara aspectos experimentais para o estudo da estrutura atémica de superficie apresentando alguma
técnicas consagradas baseadas em difragdo de elétrons: LEED (Difragdo de elétrons lentos) e PED (Difragdo de fotoelétrons); bem como microscopia
de varedura por tunelamento (STM).

Pré-Requisito na Graduacdo (se houver): E recomendado ao aluno de graduagéo ter completado Estrutura da Matéria (F 589) ou equivalente.

| Programa:
Aula 1: Introdugdo: do sélido a superficie
Aula 2: Introdugdo a instrumentagdo de ultra-alto vacuo.
Aula 3: Introdugdo a espectroscopia de elétrons
Aula 4: Espectroscopia de elétrons para analise quimica
Aula 5: Adsorgdo, desorgdo e reagdes quimicas em superficies.
Aula 6: Estrutura eletrénica: ARPES (Angle resolved Photoelectron Spectroscopy).
Aula 7: Avaliagdo P1.
Aula 8: Estrutura de superficies. Técnicas de espago reciproco (difracdo de elétrons)
Aula 9: Aplicagdo de difragdo de fotoelétrons
Aula 10: Introdugdo a técnica de microscopia de tunelamento de elétrons (STM)
Aula 11: Aplicagdes de STM.
Aula 12: Execusdo de um experimento envolvendo as técnicas abordadas na disciplina.
Aula 13: Técnicas espectroscdpicas com STM.
Aula 14: Seminarios
Aula 15: Avaliagdo P2. Entrega do relatdrio.

Critérios de Avaliacdo (alunos de Graduagdo): A nota de aproveitamento sera calculada como A=(P+5+T)/3 onde P sera a média de P1 e P2 (duas
provas baseadas em listas de exercicios, conceituais e abordados em sala de aula). S sera a avaliagdo da apresentacdo/arguicdo de um seminario (em
grupo) baseado em um tépico relacionado a disciplina. T sera a nota baseada em um relatério de um experimento realizado pelos alunos.

A frequéncia minima sera de 75%.

A>= 7.0 (aprovado). A=NF (NF= Nota Final)

Se A<7.0 > Exame baseado em uma arguigao.

NF= (A+E)/2. Se NF >= 5.0, aprovado.

Critérios de Avaliagdo (alunos de P6s-Graduagdo, no caso de oferecimento conjunto entre Graduacgdo e Pés):
Avaligdo sera A (NF>8.5), B (7.0 SNF<8.5), C(5.0 <NF<7.0), e D (NF<5.0).

Bibliografia:
1-  Surface Physics: An Introduction, Written and published by Philip Hofmann (www.philiphofmann.net)
2-  Photoelectron Spectroscopy — Principles and Applications, Stefan Hiifner, 2" Edition, Springer.
3- Introduction to Scanning Tunneling Microscopy (2™ Edition), C. Julian Chen, Oxford University Press.
4-  Notas de Aula.
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